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(57) Abstract: The objective of the present invention i s t o achieve a touch panel cap
able of accurately assessing touches and non-touches without being affected by the size
of the tip portion of a pen or the like which touches the touch panel. This touch panel
unit (1) i s provided with: a touch panel (2) which has a substrate ( 11), Y-direction elec -
trodes (21) and X-direction electrodes (22); and a controller (3) which detects touches
and non-touches by comparing a sensor signal output fi"om one of the electrodes with a
threshold. The controller (3) i s provided with: a storage unit (33) in which reference
values at a plurality of reference positions upon the substrate ( 11) are stored; a touch
position estimation unit ( 1) for estimating a touch position on the basis of the sensor
signal; a threshold correction unit (34) for correcting the threshold using the reference
values; and a touch assessment unit (35) which uses the value corrected by the threshold
correction unit (34) to assess the touches and non-touches.

(57) 要約：タツチパネルをタツチするペン等の先端部分のサイズに影響
を受けることな く、タツチ及び非タツチをよ り精度良 く判定可能な
タツチパネル を得 る。タツチパネルユニ ッ ト （1 ) は、基板 （1
1 ) 、 Y 方向電極 （2 1 ) 及び X 方向電極 （2 2 ) を有するタツチパ
ネル （2 ) と、これ らの電極の一方か ら出力されるセンサ信号を閾値
と比較することにより、タツチ及び非タツチを検出するコン トローラ
( 3 ) とを備える。コン トローラ （3 ) は、基板 （1 1 ) 上の複数の

基準位置における基準値が記憶されている記憶部 （3 3 ) と、前記セ
ンサ信号に基づいてタツチ位置を推定するタツチ位置推定部 （3 1 )
と、前記基準値を用いて前記閾値を補正する閾値補正部 （3 4 ) と、
閾値補正部 （3 4 ) によって補正された値を用いてタツチ及び非タツ
チの判定を行うタツチ判定部 （3 5 ) とを備える。
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明 細 書

発明の名称 ：タツチパネルユニット及びタツチ判定方法

技術分野

[0001 ] 本発明は、タツチパネルの操作面上でのタツチ位置を検出可能なタツチパ

ネルュニッ卜に関する。

背景技術

[0002] タツチパネルの操作面上でペンや指などがタツチ した位置、すなわちタツ

チ位置を検出可能なタツチパネルュニッ卜が知られている。このようなタツ

チパネルでは、例えば特開 2 0 0 - 6 0 6 7 0 号公報に開示されるよう

に、基板上に、互いに交差する方向に延びる複数の第 1電極及び第 2 電極を

有 している。

[0003] これにより、前記特開 2 0 0 - 6 0 6 7 0 公報に開示されている構成

では、タツチパネルをタツチする指と前記第 1電極及び前記第 2 電極との間

にそれぞれ静電容量が形成される。これらの静電容量を第 1電極または第 2

電極の信号として検出することによって、操作面のタツチ位置を検出するこ

とができる。

発明の開示

[0004] ところで、前記特開 2 0 0 - 6 0 6 7 0 号公報に開示されるような構

成を有するタツチパネルにおいて、ペンを用いてタツチする場合、該ペンの

先端部分のサイズと第 1電極及び第 2 電極のピッチとの関係が、ペンのタツ

チ及び非タツチの検出精度に影響を与える。

[0005] すなわち、ペンの先端部分の外径が、タツチパネルの電極のピッチに比べ

て小さいと、ペンがタツチパネルをタツチする位置によって、該タツチパネ

ルの各電極から出力される信号が異なる。一般的に、ペンがタツチパネルに

タツチ しているという判定は、各電極から出力される信号が閾値よりも大き

いかどうかによつて行われる。上述のように、ペンがタツチする位置によつ

て各電極から出力される信号が異なると、閾値に対する出力信号のばらつき



が大きくなる可能性があり、タツチ及び非タッチの判定にもばらつきが生じ

る可能性がある。そうすると、実際にはペンがタツチパネルにタツチしてい

ないのにタツチ状態と判定されたり、ペンがタツチパネルにタツチしている

のに非タツチ状態と判定されたりして、ユーザーの操作時に違和感を与える

ことになる。

[0006] そのため、本発明の目的は、タツチパネルをタツチするペン等の先端部分

のサイズに影響を受けることなく、タツチ及び非タツチをより精度良く判定

可能なタツチパネルュニッ卜を得ることにある。

[0007] 本発明の一実施形態に係るタツチパネルユニットは、基板と、前記基板上

に一方向に延びるように形成された第 1電極と、前記基板上に前記第 1電極

と交差する方向に延びるように形成された第 2 電極とを有するタツチパネル

と、前記第 1電極または前記第 2 電極から出力されるセンサ信号を閾値と比

較することにより、タツチ及び非タツチを検出するタツチ検出部とを備え、

前記タッチ検出部は、前記基板上の複数の基準位置がそれぞれタツチされた

場合に前記第 1電極または前記第 2 電極から出力される信号と、前記複数の

基準位置のうち一つの基準位置がタツチされた場合に前記第 1電極または前

記第 2 電極から出力される信号との比である基準値が、読み出し可能に記憶

されている記憶部と、前記センサ信号に基づいて前記基板上のタツチ位置を

推定するタツチ位置推定部と、前記基準値を用いて、前記タツチ位置におけ

る前記センサ信号及び前記閾値のいずれか一方を補正する補正部と、前記補

正部によって補正された値と前記センサ信号及び前記閾値のうち補正されて

いない値とを比較して、タッチ及び非タッチの判定を行うタッチ判定部とを

備える。

[0008] 本発明の一実施形態に係るタツチパネルユニットによって、タツチパネル

をタツチするペン等の先端部分のサイズに影響を受けることなく、タツチ及

び非タツチをより精度良く判定することができる。

図面の簡単な説明

[0009] [ 図1]図 1は、実施形態 1 に係るタツチパネルユニットの全体構成を模式的に



示す図である。

[ 図2 ] 図 2 は、 タツチパネルの概略構成 を示す平面図である。

[ 図3 ] 図 3 は、図 2 における I 1 1 — 1 1 I 線断面図である。

[ 図4 ] 図 4 は、 タツチパネル上の座標位置の一例 を示す図である。

[ 図 5 ] 図 5 は、 1 セ ンサ領域 内の各基準位置でペ ンがタツチ した場合 に、該各

基準位置 におけるタツチ信号の分布の一例 を示す図である。

[ 図 6 ] 図 6 は、図 5 に示す各基準位置及びタツチ位置 と推定される位置 を X —

Y 座標系で表示 した図である。

[ 図7 ] 図 7 は、図 5 に示す分布のタッチ信号 と閾値 との差 を示す図である。

[ 図8 ] 図 8 は、図 5 に示す分布のタッチ信号 と補正後の閾値 との差 を示す図で

ある。

[ 図 9 ] 図 9 は、 タツチパネル に対するタツチを判定するフローを示す図である

[ 図 10 ] 図 1 0 は、変形例 に係 るタツチパネルユニ ッ トにおいて、記憶部 に記

憶 されている基準値の一例 を示す図である。

[ 図 11] 図 1 1 は、実施形態 2 に係 るタツチパネルユニ ッ トの全体構成 を模式

的に示す図である。

発明を実施するための形態

本発明の一実施形態 にかかるタツチパネルユニ ッ トは、基板 と、前記基板

上 に一方向に延びるように形成 された第 1 電極 と、前記基板上 に前記第 1 電

極 と交差する方向に延びるように形成 された第 2 電極 とを有するタツチパネ

ル と、前記第 1 電極 または前記第 2 電極 か ら出力されるセ ンサ信号 を閾値 と

比較することによ り、 タツチ及び非 タツチを検 出するタツチ検 出部 とを備 え

、前記 タツチ検 出部 は、前記基板上の複数の基準位置がそれぞれタツチされ

た場合 に前記第 1 電極 または前記第 2 電極 か ら出力される信号 と、前記複数

の基準位置の うち一つの基準位置がタツチされた場合 に前記第 1 電極 または

前記第 2 電極 か ら出力される信号 との比である基準値が、読み出 し可能 に記

憶 されている記憶部 と、前記セ ンサ信号 に基づいて前記基板上のタツチ位置



を推定するタツチ位置推定部と、前記基準値を用いて、前記タツチ位置にお

ける前記センサ信号及び前記閾値のいずれか一方を補正する補正部と、前記

補正部によって補正された値と前記センサ信号及び前記閾値のうち補正され

ていない値とを比較 して、タッチ及び非タッチの判定を行うタッチ判定部と

を備える （第 1 の構成）。

[001 1] 上記の構成では、基板上に一方向に延びる第 1 電極、または、該第 1 電極

と交差する方向に延びる第 2 電極から出力されるセンサ信号を、閾値と比較

することにより、タツチパネルに対するタツチ及び非タツチを検出する。そ

して、タツチ位置推定部によって推定されたタツチ位置におけるセ ンサ信号

及び閾値のいずれか一方を、記憶部に記憶されている基準位置の基準値を用

いて補正することにより、基板上のタツチ位置以外の点も考慮 してタツチ及

び非タツチの判定を行うことができる。すなわち、基準値は、複数の基準位

置がそれぞれタツチされた場合に第 1 電極または第 2 電極から出力される信

号と、前記複数の基準位置のうち一つの基準位置における前記信号との比で

あり、基板上での各位置における出力信号の相対値である。この基準値を用

いてタツチ位置におけるセンサ信号及び閾値のいずれか一方を補正すること

により、センサ信号と閾値との差を前記相対値に対応 した値に補正すること

ができる。これにより、補正前のセンサ信号と閾値との差に比べて、タツチ

位置による差のばらつきを低減することができる。

[001 2] 前記第 1 の構成において、前記基準値を用いて、前記タツチ位置における

補正係数を求める補正係数算出部をさらに備え、前記補正部は、前記補正係

数を用いて、前記タツチ位置における前記センサ信号及び前記閾値のいずれ

か一方を補正する （第 2 の構成）。

[001 3] これにより、相対的な値である基準値を用いて、センサ信号及び閾値のい

ずれか一方を補正するための補正係数を求めることができる。このような補

正係数を求めることにより、タツチ位置におけるセンサ信号及び閾値のいず

れか一方を容易に補正することができる。

[0014] 前記第 2 の構成において、前記補正係数算出部は、前記タツチ位置を囲む



複数の基準位置における基準値を用いて、前記タツチ位置における前記補正

係数を求める （第 3 の構成）。

[001 5] こうすることで、タツチ位置推定部によってタツチ位置と推定された部分

を囲む複数の基準位置における基準値を用いて、該タツチ位置における補正

係数をより精度良く算出することができる。

[001 6] 前記第 3 の構成において、前記補正係数算出部は、前記タツチ位置を囲む

4 点の基準位置のうち、一方向に並ぶ 2 点の基準位置の基準値と他方向に並

ぶ 2 点の基準位置の基準値とを用いて、前記タツチ位置における前記補正係

数を求める （第 4 の構成）。

[001 7] これにより、タツチ位置推定部によって推定されたタツチ位置における補

正係数を、その周囲に位置する基準位置の基準値を用いて、より精度良く求

めることができる。

[001 8] 前記第 2 から第 4 の構成のうちいずれか一つの構成において、前記補正係

数算出部は、前記タツチ位置の前記補正係数を、複数の基準位置における基

準値を用いた線形補間によって求める （第 5 の構成）。

[001 9] こうすることで、タツチ位置推定部によって推定されたタツチ位置におけ

る補正係数を、複数の基準位置における基準値を用いて容易に算出すること

ができる。

[0020] 前記第 2 から第 5 の構成のうちいずれか一つの構成において、前記補正部

は、前記タツチ位置における前記補正係数を用いて、前記閾値を補正 し、前

記タツチ判定部は、前記補正後の閾値と前記センサ信号とを比較 して、タツ

チ及び非タツチの判定を行う （第 6 の構成）。

[0021 ] 本発明の一実施形態に係るタツチパネルのタツチ判定方法では、基板上に

、一方向に延びる第 1 電極 と他方向に延びる第 2 電極 とが交差するように配

置されたタツチパネルから出力されるセンサ信号に基づいて、該タツチパネ

ルのタツチ位置を推定 し、前記タツチパネル上の複数の基準位置がそれぞれ

タツチされた場合に前記タツチパネルから出力される信号と、前記複数の基

準位置のうち一つの基準位置がタツチされた場合に前記タッチパネルから出



力される信号との比である基準値を用いて、前記タツチ位置における前記セ

ンサ信号、及び、タツチ及び非タツチの判定を行うための閾値のいずれか一

方を補正 し、前記補正された値と前記センサ信号及び前記閾値のうち補正さ

れていない値とを比較することにより、タツチ及び非タツチの判定を行う （

第 7 の方法）。

[0022] 以下、タツチパネルユニットの好ましい実施形態について、図面を参照 し

ながら説明する。なお、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材の寸法

及び各構成部材の寸法比率等を忠実に表 したものではない。

[0023] [ 実施形態 1 ]

(全体構成）

図 1 に、本発明の一実施形態に係るタツチパネルュニッ卜1 の概略構成を

示す。この図 1 に示すように、タツチパネルユニット1 は、タツチパネル 2

と、該タツチパネル 2 上でのタツチ位置を検出するためのコン トローラ3 (

タツチ検出部）とを備える。このような構成のタツチパネルュニッ卜1 は、

タツチパネル 2 が例えば液晶表示装置などの表示装置と重ね合わされる。

[0024] タツチパネル 2 は、図 2 に示すように、操作面をタツチ した位置を検出可

能なように、該操作面に配置されるタツチ電極 1 2 を備えている。本実施形

態のタツチパネル 2 は、タツチ電極 1 2 と操作面をタツチするペン4 との間

に静電容量が形成されることを利用 して、タツチ位置によるタツチ電極 1 2

とペン4 との間の静電容量の違いから該タツチ位置を求めるように構成され

ている。すなわち、本実施形態のタツチパネル 2 は、いわゆる静電容量型の

タッチパネリレである。

[0025] 具体的には、タツチパネル 2 は、図 3 に示すように、基板 1 1 と、該基板

1 1 の一面側 （操作面側、視認側）に形成されるタツチ電極 1 2 と、該タツ

チ電極 1 2 と基板 1 1 との間に形成される絶縁層 1 3 と、該タツチ電極 1 2

を保護するための保護層 1 4 とを備えている。このタツチ電極 1 2 は、図 2

に示すように、平面視で略四角形状に形成された複数の電極パッド2 a ,

2 2 a と略三角形状に形成された複数の電極パッド2 1 C , 2 2 b とを有 し



、これらの電極パッド2 1 a ， 2 2 a , 2 c , 2 2 b が操作面全体にほぼ

均等の間隔で配置されることによって構成される。なお、図 2 及び図 3 にお

いて、タツチパネル 2 のタツチ面側を覆うカバ一ガラス等については図示を

省略する。

[0026] タツチ電極 1 2 は、X 方向 （他方向）に延びるX 方向電極 2 2 (第 2 電極

) と、 Y 方向 （一方向）に延びるY 方向電極 2 1 (第 1 電極）とを有する （

図 2 参照）。これらのX 方向電極 2 2 及びY 方向電極 2 は、 I T O (酸化

インジウム錫）などの透光性を有する導電性材料 （透明導電性材料）によつ

て構成される。なお、図 2 に示すように、X 方向とY 方向とは基板 1 1 の平

面において互いに交差する方向である。図 1 では、 Y 方向電極 2 の幅方向

の中心線 2 d 及びX 方向電極 2 2 の幅方向の中心線 2 c をそれぞれ破線

で示 している。なお、図 2 では、図示簡略化のために、X 方向電極 2 2 及び

Y 方向電極 2 の数を図 1 よりも少なくしている。

[0027] Y 方向電極 2 は、平面視で略四角形状のY 方向電極パッド2 1 a と、隣

り合うY 方向電極パッド2 a を接続する接続部 2 b とが一体形成された

ものである。すなわち、 Y 方向電極 2 1 は、図 2 のY 方向に延びる形状を有

している。

[0028] 具体的には、 Y 方向電極 2 1 は、対角線がY 方向と一致するように複数の

Y 方向電極パッド2 a を配置 した状態で該Y 方向電極パッド2 a の角部

分を接続部 2 1 b によって接続 したような形状を有する。また、 Y 方向電極

は、複数のY 方向電極パッド2 a がY 方向に均等の間隔で配置される

ように形成されている。 Y 方向電極 2 1 は、X 方向に並んで複数、設けられ

ている。

[0029] なお、 Y 方向電極 2 1 の長手方向両端部には、平面視で略三角形状のY 方

向電極パッド2 c が設けられている。すなわち、 Y 方向電極 2 の長手方

向両端部に位置するY 方向電極パッド2 c は、他のY 方向電極パッド2

a に対 して約半分の大きさである。

[0030] X 方向電極 2 2 は、図 2 に示すように、上述のY 方向電極パッド2 1 a と



同様に略四角形状で且つ該 Y 方向電極パ ッ ド2 a と同等の大きさを有する

X 方向電極パ ッ ド2 2 a と、隣 り合 うX 方向電極パ ッ ド2 2 a を接続するプ

リッジ部 2 3 とを備えている。具体的には、 X 方向電極 2 2 は、対角線がX

方向と一致するように配置される複数のX 方向電極パ ッ ド2 2 a の角部分を

、 プリッジ部 2 3 によって接続することによって構成される。

[0031 ] X 方向電極パ ッ ド2 2 a は、 X 方向に一定間隔で配置されている。 また、

X 方向電極パ ッ ド2 a は、 Y 方向電極 2 の接続部 2 b を、隣 り合 う角

部分で挟み込むように配置されている。 これにより、図 2 に示すように、 Y

方向電極パ ッ ド2 a とX 方向電極パ ッ ド2 2 a とが、互いに等 しい間隔で

操作面全体に配置される。

[0032] なお、上述の Y 方向電極 2 の長手方向両端部に位置するY 方向電極パ ッ

ド2 1 c と同様、 X 方向電極 2 2 の長手方向両端部には、略三角形状のX 方

向電極パ ッ ド2 2 b が設けられている。すなわち、 X 方向電極 2 2 の長手方

向両端部に位置するX 方向電極パ ッ ド2 2 b は、他のX 方向電極パ ッ ド2 2

a に対 して約半分の大きさである。

[0033] X 方向電極 2 2 の X 方向電極パ ッ ド2 2 a ， 2 2 b は、 Y 方向電極 2 1 を

挟んで隣 り合 うX 方向電極パ ッ ド2 2 a ， 2 2 b とプ リツジ部 2 3 によって

接続されている。図 3 に示すように、隣 り合 うX 方向電極パ ッ ド2 2 a ， 2

2 b を接続するプリッジ部 2 3 は、 Y 方向電極 2 の接続部 2 1 b を跨 ぐよ

うに配置されている。

[0034] X 方向電極パ ッ ド2 2 a ， 2 2 b は、 Y 方向電極 2 と同様、例えば I T

0 などの透明導電性材料によって構成されている。

[0035] ブ リッジ部 2 3 は、 Y 方向電極 2 1 や X 方向電極パ ッ ド2 2 a ， 2 2 匕と

同様、例えば I T 0 などの透明導電性材料によって構成される。 このプリッ

ジ部 2 3 は、図 2 に示すように、基板 1 1 の法線方向か ら見て長方形状に形

成されている。

[0036] 図 2 に示すように、 Y 方向電極 2 1 及び X 方向電極 2 2 のうち、長手方向

の一端側に位置する略三角形状の電極 2 C , 2 2 b には、引き出 し配線 2 4



が接続されている。引き出し配線 2 4 は、例えばアルミニウム合金などの金

属材料によって構成されている。また、引き出し配線 2 4 は、 Y 方向電極 2

及びX 方向電極 2 2 に接続される端部とは反対側の端部が基板 1 1 の一辺

側に集まるように形成されている。集められた引き出し配線 2 4 の端部には

、外部の制御回路に信号を出力するための端子 2 5 が形成されている。

[0037] ( コン トローラ）

図 1 に示すように、コン トローラ3 は、タツチパネル 2 に対 し、配線 5 に

よって電気的に接続されている。コン トローラ3 は、例えば、X 方向電極 2

2 に電圧を印加 して、 Y 方向電極 2 から出力される電流値を読み込む。配

線 5 は、タツチパネル 2 に対 してペン4 を近づけた際にY 方向電極 2 から

出力される電流値を、出力信号 （センサ信号）としてコン トローラ3 に入力

する。なお、配線 5 は、タツチパネル 2 の端子 2 5 に電気的に接続されてい

る。

[0038] コン トローラ3 は、ペン4 をタツチパネル 2 に近づけた際に、前記出力信

号に基づいて、該ペン4 がタツチパネル 2 にタツチ したかタツチ していない

か （タツチ及び非タツチ）を判定する。

[0039] ペン4 の先端部分の直径が、 Y 方向電極 2 1 のピッチ （隣り合う電極の中

心線の間隔、以下、同 じ）またはX 方向電極 2 2 のピッチよりも小さい場合

、ペン4 のタツチ位置が少 しずれただけで、 Y 方向電極 2 1 からの出力信号

が大きく変化する。すなわち、ペン4 の先端部分が近づいた領域に、 Y 方向

電極 2 が含まれているかいないかによって、該Y 方向電極 2 1 から出力さ

れる信号に大きなばらつきが生 じる。そうすると、一定の閾値を基準にタツ

チ及び非タッチの判定を行った場合、タッチ位置が少 しずれると、非タッチ

と判定される可能性がある。すなわち、ペン4 の先端部分の大きさがY 方向

電極 2 のピッチまたはX 方向電極 2 2 のピッチよりも小さい場合には、該

ペン4 のタツチ及び非タツチの判定精度が低下する可能性がある。

[0040] これに対 し、コン トローラ3 は、ペン4 の先端部分の直径が、 Y 方向電極

のピッチまたはX 方向電極 2 2 のピッチよりも小さい場合でも、該ペン



4 のタツチ及び非 タッチの判定を精度良 く行 うことができるように構成 され

ている。

[0041 ] 具体的には、 コン トローラ 3 は、 タツチ位置推定部 3 1 、補正係数算出部

3 2 、記憶部 3 3 、閾値補正部 3 4 (補正部）、 タツチ判定部 3 5 及び座標

出力部 3 6 を有する。

[0042] タツチ位置推定部 3 1 は、 タツチパネル 2 に対 してペ ン4 を近づけた位置

を、前記出力信号に基づいて推定する。すなわち、 タツチ位置推定部 3 1 は

、 Y 方向電極 2 1 か ら出力される前記出力信号が所定値以上の場合に、 タツ

チパネル 2 上でその出力信号が得 られた位置を特定 し、当該位置をタツチパ

ネル 2 に対 してペ ン4 がタツチ している位置 と推定する。

[0043] 詳 しくは、 タツチ位置推定部 3 は、座標位置検出部 3 a 及び位置計算

部 3 b を有する。座標位置検出部 3 a は、 Y 方向電極 2 1 か ら出力され

る出力信号に基づいて、 タツチパネル 2 の Y 方向位置及び X 方向位置を座標

位置 と して検出する。すなわち、座標位置検出部 3 a は、 Y 方向電極 2

か ら出力される前記出力信号が所定値以上の場合に、 タツチパネル 2 上でそ

の出力信号が得 られた座標位置を特定する。なお、 タツチパネル 2 上の座標

位置は、図 4 に示すように、 X 方向 （図の横方向）の座標 とY 方向 （図の縦

方向）の座標 とによって規定される。図 4 の例では、 （2 1 0 , 3 8 0 ) は、

タッチパネル 2 上で出力信号が得 られた座標位置である。

[0044] 位置計算部 3 b は、座標位置検出部 3 a によって検出された前記座標

位置を用いて、前記出力信号が所定値以上である位置 （タツチ位置 と推定さ

れる位置）を求める。具体的には、位置計算部 3 b は、 X 方向及び Y 方向

の単位座標 当た りの寸法 （X 方向及び Y 方向のパネル寸法を予め設定された

座標数で除 した値）を用いて、前記タツチ位置 と推定される位置が、 1 セ ン

サ領域 （隣 り合 う電極の中心線 によって囲まれた領域）内のどの位置かを特

定する。位置計算部 3 1 b は、下式によって、図 4 に斜線で示す 1 センサ領

域内で、基準点 （図 4 の例では、センサ領域内の左上の角）を基準 と した X

方向及び Y 方向の寸法 x 、 y を求める。



[0045] x = T x - I N T ( T x / P x ) X P x

y = T y - I N T ( T y P y ) X P y

ここで、 T x は、タツチ位置と推定されるX 方向の位置であり、X 方向の

単位座標当たりの寸法 （X 方向のパネル寸法をX 方向の座標数で除 した値）

にX 方向の座標値を乗算することにより得 られる。 T y は、タツチ位置と推

定されるY 方向の位置であり、 Y 方向の単位座標当たりの寸法 （Y 方向のパ

ネル寸法をY 方向の座標数で除 した値）にY 方向の座標値を乗算することに

より得 られる。 Ρ χ は、隣り合うX 方向電極 2 2 の中心線 2 2 c の間隔 （ピ

ツチ）であり、 P y は、隣り合うY 方向電極 2 の中心線 2 d の間隔 （ピ

ツチ）である。また、 I N T は、括弧内の数値から整数を求める関数である

[0046] 補正係数算出部 3 2 は、タツチ位置推定部 3 1 によって求められた、タツ

チ位置と推定される位置 （x 、 y ) において、タツチ及び非タツチの判別に

用いる閾値を補正するための補正係数を算出する。補正係数算出部 3 2 は、

1 センサ領域内の複数の基準位置 （本実施形態では 9 点）における基準値を

用いて、タツチ位置と推定される位置における補正係数を算出する。基準位

置は、 1 センサ領域内で、X 方向及びY 方向に等間隔になるように決められ

るのが好ましい。基準値は、タツチパネル 2 の基準位置にペン4 がタツチ し

たときに該タツチパネル 2 から出力される信号 （以下、タツチ信号）に対応

した値であり、記憶部 3 3 に記憶されている。タツチパネル 2 にペン4 がタ

ツチ したときに、 1 センサ領域内での各位置におけるタツチ信号の分布の一

例を、図 5 に示す。この図 5 では、 1 センサ領域をX 方向に3 等分 した位置

をそれぞれ x 1、 x 2 、 x 3 とし、該 1 センサ領域をY 方向に3 等分 した位

置をそれぞれ y 1、 y 2 、 y 3 とする。図 5 において、 （χ 1 , y 1 ) から （

X 3 , y 3 ) の 9 点の位置が、前記基準位置である。

[0047] 記憶部 3 3 には、図 5 に示すタツチ信号のデータではなく、一つの基準位

置におけるタッチ信号を基準としたときの各基準位置のタッチ信号の比が基

準値として記憶されている。なお、図 5 において、縦軸は信号の大きさを表



す。

[0048] 補正係数算出部 3 2 は、例えば、 タツチ位置 と推定される位置が図 6 の白

丸で示す座標 （x ， y ) の場合、下式によって補正係数 を求める。すなわち

、補正係数算出部 3 2 では、記憶部 3 3 に予め記憶 された点以外の点につい

ては、 タツチ位置 と推定される位置を囲む 4 つの基準位置の基準値 を用いて

X 方向 （他方向）及び Y 方向 （一方向）に線形補間を行 うことにより、補正

係数 を求める。 これにより、 タツチ位置 と推定される位置における補正係数

を容易に求めることができる。なお、線形補間を行 う際に用いる4 点は、補

正係数 を求める座標位置を囲む 4 点になるように、該座標位置に応 じて変化

させればよい。図 6 において、斜線の領域が、上述の 1 センサ領域 に対応す

る。

[0049] X = S ( x 1 ， y 2 ) - ( S ( x 1 ， y 2 ) — S ( x 2 , y 2 ) )

/ ( x 2 - x 1 ) X x

X 2 = S ( x 1 ， y 3 ) - ( S ( x 1 ， y 3 ) - S ( x 2 , y 3 ) )

/ ( x 2 - x 1 ) X x

Q = X - ( X - X 2 ) / ( y 3 - y 2 ) X ( y - y 2 )

ここで、 S は、図 6 の各座標位置 （黒丸）におけるタツチ信号を、 （χ 1

， y 1 ) のタツチ信号を基準 と して、比で表 した値であ り、上述の基準値 に

対応する。 X 1 及び X 2 は、それぞれ、座標 X におけるX 方向の補間値 を示

す。 Q は、 X 方向及び Y 方向を考慮 した、座標 （x ， y ) における補正係数

を示す。

[0050] なお、補正係数算出部 3 2 は、 タツチ位置 と推定される位置が記憶部 3 3

に予め記憶 された点である場合、すなわちタツチ位置 と推定される位置が基

準位置である場合には、その基準位置の基準値 を補正係数 Q と して出力する

[0051 ] 閾値補正部 3 4 は、上述のように補正係数算出部 3 2 で算出 した補正係数

Q を用いて、座標 （x ， y ) における前記閾値 を補正する。具体的には、閾

値補正部 3 4 は、 タツチ及び非 タツチの判定を行 うために予め設定されてい



た閾値に対 し、上述のように求めた補正係数Qを乗算することにより、補正

後の閾値を算出する。これにより、ペン4 の先端部分の位置に応 じて、タツ

チ及び非タツチを判別する閾値を補正することができる。 したがって、ペン

4 の先端部分のタツチ位置によってタツチ及び非タツチの判定にばらつきが

生 じるのを防止できる。

[0052] 以上のような本実施形態の構成によって、タツチ位置によるタツチ及び非

タッチの判定のばらっきを防止できることは、図 7 及び図 8 に示すダラフか

らも明らかである。図 7 は、 1 センサ領域内での各タツチ位置 （（x 1， y

1 ) から （x 5 ， y 5 ) の 2 5 点）におけるタツチ信号と閾値 （一定）との

差を示すグラフである。図 8 は、上述のように閾値を補正 した場合に、補正

後の閾値と 1 センサ領域内での各タツチ位置におけるタツチ信号との差を示

すグラフである。なお、これらの図 7 及び図 8 では、 1 センサ領域をX 方向

に 5 等分 した位置をそれぞれ X 1 からX 5 とし、該 1 センサ領域をY 方向に

5 等分 した位置をそれぞれ y 1 からy 5 とする。

[0053] 図 7 に示すように、単純に一定の閾値で判定する場合には、ペン4 のタツ

チ位置によって、出力信号と閾値との差のばらつきが大きいため、タツチ及

び非タツチの判定精度にばらつきが出やすい。これに対 し、図 8 に示すよう

に、タツチ位置に応 じて閾値を補正することにより、タツチ位置による出力

信号と閾値との差のばらつきが低減されるため、タツチ及び非タツチの判定

精度の向上を図れる。

[0054] タツチ判定部 3 5 は、 Y 方向電極 2 1 から出力される出力信号が、閾値補

正部 3 4 によって補正された閾値よりも大きいかどうかを判定する。タツチ

判定部 3 5 は、前記出力信号が補正後の閾値よりも大きい場合には、ペン4

がタツチパネル 2 をタツチ していると判断する。

[0055] 座標出力部 3 6 は、タツチ判定部 3 5 によって、ペン4 がタツチパネル 2

をタツチ していると判断された場合に、タツチ位置の座標を出力する。

[0056] (タツチ判定方法）

次に、上述のような構成を有するタツチパネルュニッ卜1 において、タツ



チパネル 2 にペ ン4 がタツチ したかどうかの判定方法を図 9 のフローを用い

て説明する。

[0057] まず、図 9 に示すフローがスター トすると （スター ト）、ステ ップS 1 に

示すように、 コン トローラ 3 のタツチ位置推定部 3 の座標位置検出部 3

a が、 タツチ したと推定される位置の座標データを取得する。 このとき、座

標位置検出部 3 a は、 Y 方向電極 2 か ら出力される出力信号が所定値以

上であるかどうかを判定することにより、 タツチ したと推定される座標位置

を特定する。

[0058] 次 に、ステ ップS 2 では、 タツチ位置推定部 3 1 の位置計算部 3 1 b によ

つて、 タツチ位置 と推定される位置の座標データか ら、 タツチパネル 2 にお

ける位置を算出する。具体的には、位置計算部 3 b は、座標データか ら概

略の位置を求めるとともに、 1 センサ領域内でタツチ位置 と推定される位置

(寸法位置）を求める。 これにより、 タツチパネル 2 上において、 タツチ位

置 と推定される位置を求めることができる。

[0059] ステ ップS 3 では、補正係数算出部 3 2 によって、 まず、 タツチ位置 と推

定される位置 （図 9 では単にタツチ位置 と記載）が記憶部 3 3 に予め記憶 さ

れている基準位置であるかどうかを判定する。 タツチ位置 と推定される位置

が基準位置である場合 （Y E S の場合）には、ステ ップS 4 に進んで基準位

置の基準値 を補正係数 Q に設定する。一方、 タツチ位置 と推定される位置が

基準位置でない場合 （N O の場合）には、ステ ップS 5 以降に進んでタツチ

位置 と推定される位置での補正係数 Q を算出する。

[0060] ステ ップS 5 では、補正係数算出部 3 2 によって、 タツチ位置 と推定され

る位置を囲む 4 点の基準位置を抽出する。続 くステ ップS 6 では、補正係数

算出部 3 2 によって、抽出された基準位置の基準値 を用いて、 タツチ位置 と

推定される位置の補正係数 Q を算出する。

[0061 ] ステ ップS 4 、 S 6 で、 タツチ位置 と推定される位置における補正係数 Q

を求めた後は、ステ ップS 7 で、閾値補正部 3 4 によって、補正係数 Q を用

いて補正後の閾値 を算出する。



[0062] 続 くステップS 8 では、タツチ判定部 3 5 によって、 Y 方向電極 2 1 から

出力された出力信号が補正後の閾値よりも大きいかどうかを判定する。この

ステップS 8 において、前記出力信号が補正後の閾値よりも大きいと判定さ

れた場合 （Y E S の場合）には、ステップS 9 に進んで、座標出力部 3 6 に

よってタツチ位置の座標を出力する。一方、ステップS 8 において、前記出

力信号が補正後の閾値よりも大きくないと判定された場合 （N Oの場合）に

は、非タツチと判定 して、このフローを終了する （エン ド）。

[0063] (実施形態 1 の効果）

この実施形態では、コン トローラ3 は、タツチパネル 2 のY 方向電極 2 1

から出力される出力信号が所定値以上の場合には、ペン4 によってタツチパ

ネル 2 をタツチ していると推定する。また、コン トローラ3 は、このように

タツチ位置と推定された位置を求めるとともに、該タツチ位置と推定される

位置を囲む4 点の基準値を用いて補正係数を求める。コン トローラ3 は、求

めた補正係数を、タツチ及び非タツチを判別する閾値に乗算することにより

、閾値を補正 して、補正後の閾値よりも前記出力信号が大きい場合に、ペン

4 がタツチパネル 2 にタツチ していると判定する。

[0064] 以上の構成により、ペン4 の先端部分の直径がタツチパネル 2 のY 方向電

極 2 1 のピッチまたはX 方向電極 2 2 のピッチよりも小さい場合でも、タツ

チ位置によるタツチ及び非タツチの判定のばらつきを低減できる。すなわち

、タツチ及び非タツチの判定に用いる閾値をタツチ位置に応 じて補正するこ

とで、タツチ位置による前記出力信号のばらつきを考慮 してタツチ及び非タ

ツチの判定を行うことができる。

[0065] (実施形態 1 の変形例）

図 1 0 に、実施形態 1 の変形例に係るタッチパネルュニッ卜1 のコン ト口

—ラ3 において、記憶部 3 3 に記憶されている基準値の分布を示す。なお、

この図 1 0 では、 1 センサ領域をX 方向に 5 等分 した位置をそれぞれ X か

らX 5 とし、該 1 センサ領域をY 方向に 5 等分 した位置をそれぞれ y から

y 5 とする。図 1 0 において、 （x 1 , y 1 ) から （x 5 , y 5 ) の 2 5 点の



位置が、基準位置である。

[0066] この変形例では、上述の実施形態 1 とは異なり、 1 センサ領域内に、X 方

向及びY 方向にそれぞれ 5 点並んだ合計 2 5 点の基準値が、記憶部 3 3 に記

憶されている。また、この変形例では、補正係数算出部 3 2 は、上述の 2 5

点のうち、タツチ位置と推定される位置を囲む4 点を用いて、当該位置にお

ける補正係数を算出する。

[0067] 1 センサ領域内の点数が上述の実施形態 1 ( 9 点）に比べて多いため、タ

ツチ位置と推定される位置により近い4 点を用いて補正係数を求めることが

できる。 したがって、補正係数の計算精度の向上を図れる。これにより、閾

値と出力信号との差のばらつきをより小さくすることができるため、タツチ

及び非タッチの判定精度をより向上することができる。

[0068] [ 実施形態 2 ]

図 1 1 に、本発明の実施形態 2 に係るタツチパネルユニット5 0 の概略構

成を示す。この実施形態 2 の構成は、 Y 方向電極 2 1 の出力信号を補正する

点で、上述の実施形態 1 の構成とは異なる。以下では、上述の実施形態 1 と

同様の構成には同一の符号を付 して説明を省略 し、構成が異なる点について

のみ説明する。

[0069] 図 1 1 に示すように、コン トローラ 5 1 は、タツチ位置推定部 3 1、補正

係数算出部 3 2 、記憶部 3 3 、出力信号補正部 5 2 (補正部）、 タツチ判定

部 3 5 及び座標出力部 3 6 を備える。タツチ位置推定部 3 1、補正係数算出

部 3 2 、記憶部 3 3 、タツチ判定部 3 5 及び座標出力部 3 6 の各構成は、上

述の実施形態 1 の構成と同様なので、説明を省略する。

[0070] 出力信号補正部 5 2 は、補正係数算出部 3 2 によって算出された補正係数

を、タツチ位置と推定される位置におけるY 方向電極 2 の出力信号 （セン

サ信号）に対 して除算することにより、出力信号を補正する。すなわち、本

実施形態では、上述の実施形態 1 とは異なり、出力信号を補正することによ

り、閾値に対する該出力信号のばらつきを低減する。前記補正係数は、実施

形態 1 と同様、タツチ及び非タツチの判定を行う閾値に対 して出力信号のば



らつきが小さくなるように、タツチ位置に応 じて異なる出力信号を補正する

ための係数である。

[0071 ] なお、特に図示 しないが、 この実施形態の場合、実施形態 1 の図 9 に示す

フローにおいて、ステ ップS 7 で補正係数を用いて出力信号を補正するよう

にすれば、実施形態 1 と同様、タツチ判定を行 うことができる。

[0072] (実施形態 2 の効果）

この実施形態では、出力信号補正部 5 2 によって、タツチパネル 2 の Y 方

向電極 2 か ら出力される出力信号を補正することにより、閾値に対する出

力信号のばらつきを小さくした。 これにより、タツチ位置によってタツチ及

び非タッチの判定精度が低下するのを防止することができる。

[0073] (その他の実施形態）

以上、本発明の実施の形態を説明 したが、上述 した実施の形態は本発明を

実施するための例示に過 ぎない。よって、本発明は上述 した実施の形態に限

定されることな く、その趣旨を逸脱 しない範囲内で上述 した実施の形態を適

宜変形 して実施することが可能である。

[0074] 前記実施形態 1 では、 Y 方向電極パ ッ ド2 1 a , c 及び X 方向電極パ ッ

ド2 2 a , 2 2 b を、略四角形状 または略三角形状に形成 している。 しか しな

が ら、 Y 方向電極パ ッ ド及び X 方向電極パ ッ ドを、多角形や円形など他の形

状に形成 してもよい。 また、タツチパネル 2 の構造は、実施形態 1 に開示さ

れている構造に限 らず、他の構造であつてもよい。

[0075] 前記実施形態 1 では、記憶部 3 3 に、 タッチパネル 2 の 1 センサ領域内で

9 点または 2 5 点の基準値を記憶 している。 しか しなが ら、記憶部 3 3 に記

憶する位置の数は、 9 点以上であれば、何点であってもよい。 また、基準値

を記憶するのではな く、 1 センサ領域内の基準値の分布を表す式を保存 して

もよい。

[0076] 前記実施形態 1 では、タツチ位置 と推定される位置を囲む 4 点の基準値を

用いて、当該位置の補正係数を算出 している。 しか しなが ら、タツチ位置 と

推定される位置の補正係数を算出することができれば、用いる基準値の数は



何点であってもよい。

[0077] 前記実施形態 1では、補正係数を求める際に、線形補間を用いているが、

この限りではなく、ラダランジュ補間法などの他の補間方法を用いてもよい

[0078] 前記各実施形態では、コントローラ3 ，5 1 にタツチパネル 2 から出力信

号が入力されているが、この限りではなく、タツチパネル 2 から出力された

信号をタツチパネル制御部に読み込んだ後、コントローラ3 ，5 1で各種処

理を行ってもよい。また、コントローラ3 ，5 1で行う各種処理を、複数の

制御装置によって行ってもよい。

[0079] 前記各実施形態では、X 方向電極 2 2 を、電圧が印加される側とし、Y方

向電極 2 1 を、電流値を出力する側としている。しかしながら、Y方向電極

に電圧を印加して、X 方向電極 2 2 から出力される電流をコン卜ローラ

で売み込んで よし。

産業上の利用可能性
[0080] 本発明によるタツチパネルは、ペンでタツチするタツチパネルに利用可能

である。



請求の範囲

[ 請求項 1] 基板 と、前記基板上 に一方向に延びるように形成 された第 1 電極 と

、前記基板上 に前記第 1 電極 と交差する方向に延びるように形成 され

た第 2 電極 とを有するタツチパネル と、

前記第 1 電極 または前記第 2 電極 か ら出力されるセ ンサ信号 を閾値

と比較することによ り、 タツチ及び非 タツチを検 出するタツチ検 出部

とを備 え、

前記 タツチ検 出部 は、

前記基板上の複数の基準位置がそれぞれタツチされた場合 に前記第

1 電極 または前記第 2 電極 か ら出力される信号 と、前記複数の基準位

置の うち一つの基準位置がタツチされた場合 に前記第 1 電極 または前

記第 2 電極 か ら出力される信号 との比である基準値が、読み出 し可能

に記憶 されている記憶部 と、

前記セ ンサ信号 に基づいて前記基板上のタツチ位置 を推定するタツ

チ位置推定部 と、

前記基準値 を用いて、前記 タツチ位置 における前記セ ンサ信号及び

前記閾値のいずれか一方 を補正する補正部 と、

前記補正部 によって補正された値 と前記セ ンサ信号及び前記閾値の

うち補正されていない値 とを比較 して、 タッチ及び非 タッチの判定を

行 うタツチ判定部 とを備 える、 タツチパネルュニ ッ 卜。

[ 請求項 2 ] 前記基準値 を用いて、前記 タツチ位置 における補正係数 を求める補

正係数算出部 をさ らに備 え、

前記補正部 は、前記補正係数 を用いて、前記 タツチ位置 における前

記セ ンサ信号及び前記閾値のいずれか一方 を補正する、請求項 1 に記

載のタツチパネルュニ ッ 卜。

[ 請求項 3 ] 前記補正係数算出部 は、前記 タツチ位置 を囲む複数の基準位置 にお

ける基準値 を用いて、前記 タツチ位置 における前記補正係数 を求める

、請求項 2 に記載のタツチパネルユニ ッ ト。



前記補正係数算出部 は、前記 タツチ位置 を囲む 4 点の基準位置の う

ち、一方向に並ぶ 2 点の基準位置の基準値 と他方向に並ぶ 2 点の基準

位置の基準値 とを用いて、前記 タツチ位置 における前記補正係数 を求

める、請求項 3 に記載のタツチパネルユニ ッ ト。

前記補正係数算出部 は、前記 タツチ位置の前記補正係数 を、複数の

基準位置 における基準値 を用いた線形補間によって求める、請求項 2

か ら4 のいずれか一つに記載のタツチパネルュニ ッ 卜。

前記補正部 は、前記 タツチ位置 における前記補正係数 を用いて、前

記閾値 を補正 し、

前記 タツチ判定部 は、前記補正後の閾値 と前記セ ンサ信号 とを比較

して、 タツチ及び非 タツチの判定を行 う、請求項 2 か ら 5 のいずれか

—つに記載のタツチパネルュニ ッ 卜。

基板上 に、一方向に延びる第 1電極 と他方向に延びる第 2 電極 とが

交差するように配置 されたタツチパネルか ら出力されるセ ンサ信号 に

基づいて、該 タツチパネルのタツチ位置 を推定 し、

前記 タツチパネル上の複数の基準位置がそれぞれタツチされた場合

に前記 タツチパネルか ら出力される信号 と、前記複数の基準位置の う

ち一つの基準位置がタツチされた場合 に前記 タツチパネルか ら出力さ

れる信号 との比である基準値 を用いて、前記 タツチ位置 における前記

セ ンサ信号、及び、 タツチ及び非 タツチの判定を行 うための閾値のい

ずれか一方 を補正 し、

前記補正された値 と前記セ ンサ信号及び前記閾値の うち補正されて

いない値 とを比較することによ り、 タツチ及び非 タツチの判定を行 う

、 タツチパネルのタツチ判定方法。
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